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Metalografia, Microscopia Óptica, Microscopia Eletrônica de Varredura, Microscopia Eletrônica de Transmissão 

e Difratometria de raios-X. 
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OBJETIVOS GERAIS 

Apresentar conceitos básicos sobre técnicas aplicadas à caracterização de materiais (especialmente metais).  

 

METODOLOGIA 

- Exposição didática com a participação dos alunos. 

- Aulas Práticas. 

- Vídeos. 

- Debates, exercícios, análises de macrografias e micrografias de livros e trabalhos científicos e prática de 

redação técnica. 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

A avaliação pode ser feita por: provas, listas de exercícios, relatórios, trabalhos em grupo e seminários. 
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NOME ASSINATURA 

  

 

PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA 

NOME ASSINATURA 

  

 

APROVADO PELO CONSELHO DEPARTAMENTAL EM: ____/____/____ 

 

PROGRAMA 

1. INTRODUÇÃO: Por que caracterizar? 

 

2. METALOGRAFIA 

2.1. Macrografia e Micrografia 

2.2. Etapas de preparação metalográfica 

2.3. Metalografia qualitativa 

2.4. Metalografia quantitativa 

2.4.1. Determinação de fração volumétrica das 

fases 

2.4.2. Determinação de tamanho de grão 

 

3. MICROSCOPIA 

3.1. Aumento, resolução e contraste 

3.2. Microscopia Óptica versus Microscopia 

Eletrônica 

3.3. Microscopia Óptica 

3.3.1. Interação luz-matéria 

3.3.2. Tipos de Microscópios Ópticos 

3.3.3. Componentes do Microscópio Óptico 

3.4. Microscopia Eletrônica 

3.4.1. Fonte de elétrons 

3.4.2. Interação elétrons-matéria 

 

3.4.3. Microscopia Eletrônica de Transmissão 

3.4.3.1. Componentes e 

funcionamento do microscópio 

eletrônico de transmissão 

3.4.3.2. Principais informações 

obtidas via microscopia eletrônica 

de transmissão 

3.4.4. Microscopia Eletrônica de Varredura 

3.4.4.1. Componentes e 

funcionamento do microscópio 

eletrônico de varredura 

3.4.5. Principais informações obtidas via 

microscopia eletrônica de varredura 

 

4. DIFRATOMETRIA DE RAIOS-X 

4.1. Produção dos Raios-X 

4.2. Interação entre raios-X e matéria: Lei de 

Bragg 

4.3. Componentes e funcionamento do 

difratômetro de raios-X 

4.4. Principais informações obtidas via 

difratometria de raios-X 

 


